附件1：

2013年第一批半导体材料国家、行业标准项目计划表
	序号
	计划编号
	项目名称
	标准性质
	制修订
	代替标准号
	采标

情况
	完成时间
	技术归口单位
	起草单位

	1 
	20130020-T-469
	蓝宝石衬底用高纯氧化铝
	推荐
	制定
	
	
	2013
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会（材料分会）
	协鑫光电科技控股有限公司

	2 
	20130021-T-469
	蓝宝石单晶晶向测定方法
	推荐
	制定
	
	
	2013
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会（材料分会）
	中国科学院上海光学精密机械研究所

	3 
	2013-0389T-YS
	高纯四氯化锗
	推荐
	修订
	YS/T 13-2007
	
	2014
	全国有色金属标准化技术委员会
	南京中锗科技股份有限公司

	4 

	2013-0390T-YS
	异质外延层和硅多晶层厚度测量方法
	推荐
	修订
	YS/T 14-1991
	
	2014
	全国有色金属标准化技术委员会
	南京国盛电子有限公司、有研半导体材料股份有限公司

	5 
	2013-0391T-YS
	硅外延层和扩散层厚度测定 磨角染色法
	推荐
	修订
	YS/T 15-1991
	
	2014
	全国有色金属标准化技术委员会
	南京国盛电子有限公司、有研半导体材料股份有限公司

	6 
	2013-0392T-YS
	半导体硅片包装
	推荐
	修订
	YS/T 28-1992
	
	2014
	全国有色金属标准化技术委员会
	杭州海纳半导体有限公司、有研半导体材料股份有限公司、南京国盛电子有限公司、协鑫硅材料科技控股有限公司

	7 
	2013-0393T-YS
	锗精矿
	推荐
	修订
	YS/T 300-2008
	
	2014
	全国有色金属标准化技术委员会
	云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

	8 
	2013-0394T-YS
	高纯锑化学分析方法 电感耦合等离子体质谱法测定Cu、Ag、Mg、Ni、Zn、Bi、Au、Mn、Fe、Cd、As、Pb的含量
	推荐
	制定
	
	
	2014
	全国有色金属标准化技术委员会
	国家有色金属及电子材料分析测试中心、有研半导体材料股份有限公司

	9 
	2013-0395T-YS
	硅外延用三氯氢硅中总碳的测定 气相色谱法
	推荐
	制定
	
	
	2014
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会
	南京中锗科技股份有限公司、昆明冶研新材料股份有限公司、新特能源股份有限公司

	10 
	2013-0396T-YS
	硅外延用三氯氢硅中其他氯硅烷含量的测定 气相色谱法
	推荐
	制定
	
	
	2014
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会
	南京中锗科技股份有限公司、昆明冶研新材料股份有限公司、新特能源股份有限公司

	11 
	2013-0397T-YS
	改良西门子法多晶硅用硅芯
	推荐
	制定
	
	
	2014
	全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会
	江苏中能硅业科技发展有限公司

	12 
	2013-0398T-YS
	硅粉中碳含量的测定
	推荐
	制定
	
	
	2014
	全国有色金属标准化技术委员会
	新特能源股份有限公司、江苏中能硅业科技发展有限公司


